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VALOKUVIEN MONIKERROKSELLISYYS
JA-MATERIAALISUUS

Valokuvan fyysinen rakenne voi olla hyvinkin monikerroksinen ja -
materiaalinen.

Valokuvien materiaalista olemusta tutkittaessa ja kuvatyyppeja
maariteltaessa eritelldan kuva-aines, sideaine ja pohjamateriaali.

Valokuvien jalkikasittely, esim. savyttdminen, varittaminen tai
lakkaaminen, tuo lisdhaasteita tunnistamiseen.
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ANALYYSIMENETELMAT

Kuvatyyppien tunnistaminen visuaalisilla ‘
menetelmilla sekéa kohdetta |
vahingoittamattomilla analyysimenetelmilla.

Kéytetyt analyysimenetelmat ovat:

e Energiadispersiivinen
rontgenfluoresenssispektroskopia (EDXRF)

e Fouriermuunnos infrapunaspektroskopia
(FTIR)

e \Valomikroskopia (LM) ja UV-valo
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The principles of infrared spectroscopy

How is an infrared spectrum measured?

» The remaining light is transmitted and collected by a detector
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ATR Measurements | Repeating the Basics

How are spectra in attenuated total reflection (ATR) collected?

» The sample is placed on the ATR crystal. Good contact between crystal and sample is very important!

» IR light passes the crystal, is reflected internally and is partially absorbed by the sample on-top

Sample

IR source Detector

ATR
crystal
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Overview: External Reflection Measurements

Reflection-absorption:

Sarapie » IR first light passes the analyzed material
substrate
» IR is then reflected by the (metallic) substrate
Specular reflection:
» IR light is directly reflected on the sample surface
sample
» Sample itself needs to be reflective to acquire spectra
Diffuse reflection:
» IR light is diffusely scattered on the sample surface
sample
» Scattered light is collected and directed to detector

21.07.2020 Innovation with Integrity
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